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Układ do pomiaru masy przesuwającego się materiałuzwłaszcza warstw cienkich

Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru masy przesuwającego się materiału metodą rozproszeniową
przy pomocy przenikliwego promieniowania. Układ ten może znaleźć zaitosowanie do pomiaru masy materia¬
łów sypkich, ziarnistych i tym podobnych, które przesuwają się na taśmociągu.

Znane są układy do pomiaru masy przesuwającego się materiału z zastosowaniem układów mechanicz¬
nych, tensometrycznych i innych w których pomiar masy odbywa się metodą stykową. Układy te nie mogą
pracować prawidłowo w trudnych warunkach środowiskowych, przy dużym zapyleniu i wilgotności.

Znane układy bezstykowe wykorzystujące absorpcję promieniowania są niedogodne do stosowania,
ponieważ przy ich stosowaniu największy sygnał i jednocześnie największy błąd bezwzględny występuje przy
małej ilości ważonego materiału, co jest związane z dużym błędem względnym. Stosowane obecnie układy
bezstykowe wykorzystujące promieniowanie rozproszone posiadają jedno źródło promieniowania punktowe lub
liniowe i jeden detektor promieniowania bez kolimacji. Układ ten nie może być stosowany przy warstwach
bardzo cienkich ponieważ efektywność rozpraszania promieniowania przy warstwach bardzo cienkich jest
mniejsza niż przy warstwach o większej grubości.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego układu, który wykorzystując promieniowanie rozproszone
w materiale mierzonym umożliwiłby pomiar masy warstw cienkich.

Istotą układu według wynalazku jest to, źe oprócz znanych źródeł promieniowania detektora i przesłon
niedopuszczających do detektora promieniowania rozproszonego posiada kolimator z co najmniej jednym
otworem kolimacyjnym osłaniający detektor od części promieniowania rozproszonego w materiale mierzonym,
przy czym w większym stopniu jest osłabione promieniowanie rozproszone w warstwach mierzonego materiału
leżących bliżej detektora w mniejszym stopniu promieniowanie rozproszone w warstwach mierzonego materiału
leżących dalej od detektora.

Układ przedstawiony na rysunku posiada część znaną złożoną ze źródła 5 przenikliwego promieniowania
w pojemniku 6 z otworem kolimacyjnym 7 pojemnika naświetlającego mierzony materiał 4, przesłony 8
niedopuszczających do detektora promieniowania rozproszonego i detektora 1 oraz wedłgu wynalazku posiada
kolimator 2 z otworem kolimacyjnym 3 osłaniający detektor od części promieniowania rozproszonego w mierzo-
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nym materiale 4 przy czym w większym stopniu jest osłabione promieniowanie rozproszone w warstwach
mierzonego materiału 4 leżących bliżej detektora 1 w mniejszym stopniu promieniowanie rozproszone w wars¬
twach mierzonego materiału 4 leżących dalej od detektora 1.

Zastrzeżenie patentowe

Układ do pomiaru masy przesuwającego się materiału zwłaszcza warstw cienkich metodą rozproszeniową
przy pomocy przenikliwego promieniowania, zawierający źródło promieniowania i detektor promieniowania
osłonięty od promieniowania nierozproszonego, znamienny tym, że detektor (1) promieniowania
posiada kolimator (2) z co najmniej jednym otworem kolimacyjnym (3) osłaniający detektor (1) od części
promieniowania rozproszonego w mierzonym materiale (4).
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